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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -
ESSAIS ET MESURES -

Partie 2-1: Essais de continuité électrique et de résistance de contact —
Essai 2a: Résistance de contact — Méthode du niveau des millivolts

1) La
com
pour
dom
inter|
intér
gou
aved
deuX

2) Les
du p|
sont

3) Les
com
Com|

4) Dan
fago
natid
COrré

5) La G
n'es
6) L’att
I’obj
resp

La Nor
comité
equipe
Cette

constit

AVANT-FROFOS

CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de( horm
posée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). |
objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation g
bines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités) ‘publie des
hationales. Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels’tout Comité
pssé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales
ernementales, en liaison avec la CEl, participent également aux travaux..La)CEIl collabore étr
I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions_fixées par accord §
organisations.

Hécisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questions techniques représentent, dans I3
pssible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné gue les Comités nationaux in
représentés dans chaque comité d’études.

documents produits se présentent sous la forme de recommiandations internationales. lls sonf]
ne normes, spécifications techniques, rapports technigues/ou guides et agréés comme tels
tés nationaux.

le but d'encourager I'unification internationale, les Comités nationaux de la CEl s'engagent a appl
h transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEIl dans leurs
nales et régionales. Toute divergence entre Ja.horme de la CEIl et la norme nationale ou r|
spondante doit étre indiquée en termes clairs_dans cette derniére.

El n’a fixé aucune procédure concernant le;smarquage comme indication d’approbation et sa respo
pas engagée quand un matériel est déclaré conforme a 'une de ses normes.

ention est attirée sur le fait que certdins des éléments de la présente Norme internationale peuv
et de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre ten
bnsable de ne pas avoir identifiéde tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existenc

me internationale CEI 60512-2-1 a été établie par le sous-comité 48B: Connecte
d'études 48 de la,.CEl: Composants électromécaniques et structures mécaniqus
ments électroniques.

norme annule ‘et remplace I'essai 2a de la CEIl 60512-2, parue en 1985, do
e une révision technique.

Le tex{e de cefte) horme est issu des documents suivants:
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Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti

a l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007. A cette
date, la publication sera

* rec

onduite;

* supprimée;
* remplacée par une édition révisée, ou
+ amendée.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -
TESTS AND MEASUREMENTS -

Part 2-1: Electrical continuity and contact resistance tests —
Test 2a: Contact resistance — Millivolt level method
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FOREWORD

EC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardizationco
ational electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC/,is to
hational co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic f
end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards’)Their prepa
sted to technical committees; any IEC National Committee interested in thessubject dealt W
Cipate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizationg
the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the Inte
nization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined) by agreement betw
rganizations.

formal decisions or agreements of the IEC on technical matters{express, as nearly as posg
hational consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has repreg
all interested National Committees.

Hocuments produced have the form of recommendations for intérnational use and are published in
andards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the
mittees in that sense.

der to promote international unification, IEC NatiopalyCommittees undertake to apply IEC Inte
dards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standar
gence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall bg
ated in the latter.

IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible
pbment declared to be in conformity with ofie-of its standards.

tion is drawn to the possibility that seme of the elements of this International Standard may be thg
tent rights. The IEC shall not be held*responsible for identifying any or all such patent rights.

technical committee 48 Electromechanical components and mechanical structu
nic equipment.

al revision.

t of this.standard is based on the following documents:
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tional Standard IEC 60512-2-1 has been prepared by subcommittee 48B: Conngctors,

res for

futes a

48B/1130/FDIS 48B/1181/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2007. At this date, the publication will be

rec

onfirmed;

withdrawn;

rep

laced by a revised edition, or

amended.
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CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -
ESSAIS ET MESURES -

Partie 2-1: Essais de continuité électrique et de résistance de contact —
Essai 2a: Résistance de contact — Méthode du niveau des millivolts

1 Domaine d'application et objet

La pré
pour

d'étud
lorsqu’

sente partie de la CEl 60512 est utilisée, lorsque la spécification particuliére le p
ssayer des composants électromécaniques du domaine d'application(du
s 48 de la CEIl. Cet essai peut aussi étre effectué sur des dispositifs sim
une spécification particuliére le prescrit.

L'objet|de cet essai est de définir une méthode d'essai normalisée pour'mesurer la rés
électrilue d'une paire de contacts accouplés ou d'un contact accouple avec un cali
mesure.

2 Exigences générales de mesure

Les m
mesur
mesur

La pré

bsures peuvent étre effectuées en courant confiou ou en courant alternatif. P
s en courant alternatif, la fréquence ne doit\pas excéder 2 kHz. En cas de liti
s en courant continu font foi.

Cision des instruments de mesure doit éire telle que I'erreur totale n'excéde pas 1

3 Meéthode de mesure

3.1

La rés

Détails des mesures

stance de contact doit. normalement étre déduite de la chute de tension mesuré

les zomes prévues pour_leiraccordement du cablage aux contacts aux points définis ¢

spécifi

Le con

Cation particuliére.

tact ne doit pas étre manceuvré pendant que la tension de mesure est appliquée

Duranf les~-mesures, des précautions doivent étre prises pour éviter que des prg

anorm
des ca

hleS ‘'soient exercées sur les contacts soumis a I'essai et pour éviter tout mou

rescrit,
comité
ilaires,

stance
bre de

bur les
ge, les

%.

P entre
ans la

ssions
ement

bles d'essai

Quand les points de connexion définis dans la spécification particuliere ne sont pas
directement accessibles, la résistance du céable ou du fil doit étre déduite de la valeur
mesurée. La valeur corrigée doit étre notée.

Les contacts a mesurer doivent étre sélectionnés conformément a la spécification particuliére.

3.2

Courant et tension d'essai

La tension d’essai ne doit pas excéder 20 mV en courant continu ou la tension créte en
courant alternatif, afin d’éviter la rupture des films isolants possibles sur les contacts.

Le courant d’essai ne doit pas dépasser 100 mA, en courant alternatif ou en courant continu.
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CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -
TESTS AND MEASUREMENTS -

Part 2-1: Electrical continuity and contact resistance tests —
Test 2a: Contact resistance — Millivolt level method

1 Scope and object

This pgart of IEC 60512, when required by the detail specification, is used faor
electrogmechanical components within the scope of IEC technical committee 48. This te]
also bg used for similar devices when specified in a detail specification.

The olject of this test is to define a standard test method to measure thereleCtrical res
across|a pair of mated contacts or a contact with a measuring gauge.

2 Ge¢neral measuring requirements

Measurements may be carried out with direct current or altermating current. For a.c. mgq
ments,| the frequency shall not exceed 2 kHz. In case of dispute, the d.c. measurement
govern.

The accuracy of the measuring apparatus shall be such that the total error does not excee

3 Method of measurement

3.1 Measurement details

The cqgntact resistance shall be derived normally from the voltage drop measured betwg

testing
st may

stance

asure-
s shall

d 1 %.

en the

zones jntended for connection of the wiring to the contacts at the points specified in the detail

specififation.
The cdntact shall not be-operated while the measuring voltage is applied.

Care must be taken during the measurement to avoid exerting abnormal pressure
contacts undef.test and to avoid movement of the test cables.

on the

ssible,

Where| the ,connection points specified in the detail specification are not directly accq
chall ha uhtrantad franmy +h d |

e. The

the red ofannan ~f thn Aol ~r vaie~ oA o maoacira vals
STotartcC— Ot C—CaotC—oOT—wWwirc—oaoCt CtC T O Tt C— T rcaoourct—var

corrected value shall be recorded.

o
T TSt

The contacts to be measured shall be chosen in accordance with the detail specification.

3.2 Test current and voltage

The test voltage shall not exceed 20 mV d.c. or peak voltage a.c. in order to prevent the

breakdown of possible insulating films on the contacts.

The test current shall not exceed 100 mA, a.c. or d.c.
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4 Cycles de mesure

4.1

Mesures en courant continu

Un cycle de mesure consiste en:

me
me

Un cyg
a) apf
b) prig
c) dét

NOTE
précéde

5 EXigences

La val

prescrite dans la spécification particuliére.

La me
valeury

L’utilis
correc

NOTE
ou

application de la tension;

sure avec le courant circulant dans un sens;

sure avec le courant circulant dans le sens inverse;

débranchement de la source de tension.

Mesures en courant alternatif
le de mesure consiste en:

lication de la tension;
e de la mesure;
ranchement de la source de tension.

Sauf indication contraire, il convient de ne pas déranger le ou les contacts établis entre la fin d’
ht et 'application de la tension de cet essai.

bur de la résistance de contact ne doit (pas excéder, pour chaque mesure, la

sure de la résistance de contact en courant continu doit étre la moyenne de
obtenues avec le courant continu dans un sens et dans le sens inverse.

Ation de I'équation suivante-donnera I'assurance que la résistance calculée est tq
e:

_ |me _er

e

Dans I’équation, le signe des mesures de tension doit étre inclus.

R est |

in essai

valeur

5 deux

ujours

b réSistance;

Vi est
Ve est

la tension directe mesurée;

la tension inverse mesurée;

I; est le courant direct;

I, est le courant inverse.

NOTE
d'essai.

Il convient que toute dérogation a la procédure d'essai normalisée soit clairement indiquée dans le rapport
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4 Measuring cycles

4.1

One m

me
me
dis

Measurement with direct current

easuring cycle consists of:

application of the voltage;

asurement with current flowing in one direction;
asurement with current flowing in the opposite direction;
connection of the voltage source.

Measurement with alternating current

leasuring cycle consists of:

a) application of the voltage;

b) ma
c) dis

NOTE
test and

king the measurement;
connection of the voltage source.

Unless otherwise specified, the contact(s) made should not be disturbed between the end of the p
the application of the voltage in this test.

5 Requirements

The v
specifi

The ¢

hlue of the contact resistance shall not*exceed, for any measurement, the
bd in the detail specification.

bntact resistance measurement wijth' d.c. shall be the average of the two re

obtaing¢d with forward and reverse current.

Use of

NOTE

where
R is th

the following equation will.ensure that the calculated resistance is always correc

_ |me _er

e

n the equation,*the sign of the voltage measurements must be included.

b reésistance;

eceding

value

adings

[

Vi is the measured forward voltage;

Ve is the measured reverse voltage;

I; is the forward current;

I, is the reverse current.

NOTE

Any deviation from the standard test procedure should be clearly indicated in the test report.
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